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skopickych metod, které umoziiuji studovat Radomir KLJ%P lj katedra fyZ}kX polovodiet MFF UK, Praha:
tﬁgziﬁégt?p;z{ggul,pmolékulérnich systémi i materidla. I kdyz Synchrotronové zdfeni v rentgenové difrakci
jsou stejné metody realizovatelné samostatné, se seeg}alnlml
konvenénimi zdroji, poskytuje synchrotron, kromé veFS}nou ne-
srovnatelné lep3{ kvality, hlavng unikétni a konventné nedos- to zpGsobilo je)ji renesanci. Unikatni vlastnosti tohoto zdfe-
tupné kombinace spektroskopicky zajimavych parametrd tohoto ni - vysokd intenzita, $iroky spektrdlni obor, vysoky stuped
zdreni. Jde o : ’ . £ ke d taenového polarizace a ptfirozené kolimace svazku umoziuji nejen podstat-
a) siroky interval dostupnych vlnovych délek (od rentgenc ? _ né urychleni a zpfesnéni mnoha klasickych difrakénich experi-
z4feni, pfes vakuovou ultrafialovou, viditelnou aZ k infra mentd, ale predev&im dovoluji provadét experimenty kvalitativ-

gdervené oblasti), L né nove. Uzit{ synchrotronového zafeni znamend velky pfinos
b) vysokou intenzitu tohoto zéfeni s hladkou a relativné po- pro vsechny oblasti rentgenové difrakce, zv145t& ve spojeni

Synchrotronové zafeni se zatalo vyraznéji uplatiovat
v rentgenové difrakci teprve koncem sedmdesdtych let, ale za-

vlovnou spektrdlni zdvislosti, . - s energeticko dispersnimi a poziéng citlivymi detektory. Cini
c) pulsni charakter s typickou dobou trvani pulsu 100 ps vysoce efektivni metodu XED (energeticko dispersni rtg.difrak-
pfi vysoké stabilité energie pulsu, s pravidelnou a vyso- cl) s rozlisenim dle vlnovych délek), kterd nevyzaduje pohyb

kou opakovaci frekvenci, umoZziujici provadét efektivn{ aku- vzorku ani detektoru a poskytuje celé difrak#ni spektrum na-

mulaci méfené veli&iny, i : jednou v krédtkém gase ( ~ sekundy). Lze tak dobfe provadét
d) minimdlni prostorovou divergenci svazku, Khipe strukturni studium za extrémnich podminek, jako Jsou vysoké -
e) polarizaci (linedrni v rovin& orbitu, vlevo a vpravo tlaky a vysoké a nizké teploty, &i sledovat kinetiku fazovych
vou nad a pod touto rovinou). pfechodd. Otevird se celd oblast dynamickych procesa, které

V oblasti rentgenového zdteni ze synéhrotronového zdroje © Je maoZiné gkoumat ygreélném tase pfri zaghqvéni bohatstvi infor-
lze oproti konven&nim pfistrojdm pro urcéovdni struktury mole- mace obsazené v difrakénim spektru, pfi jejim omezeni aZz s na-
kul ameIEkulérnich systémd vyuzit : nosekundovym rozlisenim. Synchrotronové zé&feni umoifiuje vyraz-

) laditelnosti zdroje k feseni fdzového problému bez nutnosti né zlepsit rozliseni, ¢im? se odhaluje moZnast studia efektq,
a pfipravy derivatda s tézkymi atomy které byly dfive schovany za hranici experimentdlnich chyb
e iu krystala extrémné& malych (celd oblast préskové difrakce, difdzn{ rozptyl, €i zcela no-
b) ?giﬁégévergence ST I "R ¥ vé studium velmi tenkych vrstev,neelasticky rozptyl, magnetic-
: . . gteni & & - y ). Lepsi rozligeni a vysokd intenzita roz&ifuji pod-
5 ulsniho charakteru k mgfeni &asové roz ky rozptyl) ep , 2 y zite jip
C)-¥¥§gﬁqcﬁn§ggisz%osggﬁ gt;uktur (teoreticky zachytitelne statng moznosti malodhlového rozptylu. Kromg jiného, laditel-
jsou gmény v nanosekundové oblasti !) - - nost zaren{ unadiuje uréovani struktur metodou anomdlniho roz-
%etoda XAFS, realizovatelnd prakticky pouze se synchrotro- ptylu, studium tenkych vrstev difldze a gradientd.
)

novym zdrojem zdfeni umoZfiuje mj. studogit % detakiggfgiag—
Coad o o s ey : _
gl s Wit e B i e S B S e, Rk sotan Beal Brshe
Rozsahlé moznosti aplikaci pfi unikatnim vyuziti vyse uve- Studium struktury amorfnich latek
denych vlastnosti jsou ve studiu vlastnosti a struktury poly-
mernich materidld, amorfnich systémd roztokd aj. y
V oblasti VUV je kromé moZnosti realizace fo?oe%ektronove
spektroskopie zajimavd moznost studia vyéeenergeﬁlckych e%ek:
tronovych pfechodd molekul, které jsou nedostupne z techn}ckgch
dtvodd pii pouziti klasickych pfistrojd (napf. gblast r7* pie-
chodd bilkovin a peptida, aminokyselin, nukleovych kyselin aj.).
Unikdtni moznosti poskytuje vyuziti pulsniho_chagakteru a pgla—
rizace synchrotronového zdfeni pro studium leBYlk kgnformqg—
nich zmén molekul v roztocich 1 in vivo pomoci Easové rozl}se—
né polarizované fluorescentni spektroskop}e, p;lpadne studia
tasové rozlisenych spekter cirkuldrniho d{chrolsmu. )
Synchrotronové pracovi3té je navic mistem vysogenef?ktlv—
ni a nutné intenzivni mezioborové spoluprdce odbqrnlkg viech
odvétvi pfirodnich i technickych véd i apllkgvaneho szkumg,’
jeji? nezbytnost a obecnou prospégnost pro vsechny zuctastnéné
neni jisté& nutno zdlrazrovat.

Pro studium struktury amorfnich ldatek se u nas dosud té-
mér vyhradné pouZivala metoda rentgenové difrakce. Fourierdav
obraz experimentdlni kfivky poskytuje pramér radidlni hustoty
atomd, vztaZeny ke v3em atomGm v ldtce obsafenym. Jeho inter-
pretace je znac¢né obtiznd a maZe vést k nejednoznadnym zavé-
rdm. Alternativn{ moznost{ je studium jemné struktury absorp-
¢niho koeficientu ve vzddlené oblasti za absorpcni hranou
(EXAFS - Extended X-ray absorption fine structure). Tato jem-
nd struktura je odrazem uspofadani atom@ v okoli prvku, jehoz
hrana je studovdna. To umoZzfiuje urcgit uspotfadani vaci Jjednot-
livym prvkam v ldtce obsaZenym, a navic lze pri dostatecneé
ptesnosti méfeni a vhodném zplsobu zpracovani namefenych dat
dokonce indentifikovat atomy obklopujici atom prvku zkoumané-
ho. Nevyhodou této metody je skuteénost, #e jemna struktura
absorpéniho koeficientu tvof{i maximdlné procenta Jeho celkaoveé
hodnoty, coZ pfind3i velké ndroky na presnost méfeni. Méfeni
jJe ddle ztizeno tim, %e na rozdil od difrak&énich experimentd
nelze vyuzit intenzivnich &ar charakteristického zafeni rent-
genky. PFi vyuziti brzdného z4feni je dosazeni Zadané pfesnos-
ti nemozné pro jeho pfilis nizkou intenzitu. Velikych potenci-
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4lnich mo#nosti metody EXAFS lze vyuzit pouze pro§t§BQnictv§m
akumulagnich prstenc, které jsou zdrojem dostatedné intenziv-
niho a laditelného synchrotronového z&reni.

Jindfich Chval, Fyzikdlni dstav CSAvV, Praha : Studium
pevnych litek metodou kvantovych vyteézkad

Jednou z metod uzivanych ke studiu elektronové struktury
pevnych ldtek je méfeni rtg.absorptnich pésd. Zévis}og?lapsorp-
¢niho koeficientu na energii dopadajiciho zéfent prindsi 1qf0r—
maci o rozdéleni parcidlni hustoty neobsazenych elektronovych
stavil. V dlouhovlnné oblasti rtg.spektra (jednotky az desi?ky
nm, cc? odpovidd energii stovek az desitek eV) je ale velmi
obtisneé a nekdy i nemozné pfipravit velmi tenké vzorky nutne
pro absorpéni méfeni v této oblasti. )

V téchto pfipadech lze s vyhodou pouzit metodu kvantovych
vytgzkda. Metoda je zaloZena na mgfeni zdvislosti fotoemise
elektrona (energeticky nerozlisenych) na energil QDpadajlc1@0
rtg.zateni. Experimentdlng bylo zjisténo a teoreﬁlcky Qodloze—
no, ?e tato zdvislost blizce koresponduje se zdvislost{ absorp-
#niho koeticientu na energii dopadajicich fotond.

Pfi pouziti klasickych rtg.zdrojd se u técbto‘metod set-
kavame s problémem nizké intenzity spoj@t?ho zérgql az toho
vyplyvajicimi nednosné dlouhymi mgficimi casy, prlpgdnev;ng—
moznénim méfeni. Tyto problémy lze Edstetneé odstranit uzitim
rtg.lamp s rotaéni anodou. : _nE) :

V posledni dobgé je ve fyzice pevnych latek vyuzivdno in-
tenzivniho zdroje spojitého spektra - synchrotronoveho zareni.
Synchrotronové zéteni je vyhodné také pro dlouhovlnnou rtg.
oblast a otevird &iroké moznosti pro aplikaci metody kvaqto—
vych vytézka. I pfi uZiti akumulac¢nich prstencd praCUJic}gh
s niz&{ energii (stovky MeV) lze méfeni zkratit na dobu fddu
minut a mit tak k dispozici operativni metodu pro studium ne-
obsazenych elektronovych stavd.

Vladimir Stary , Mikrobiologicky dstav CSAy, Praha
Vyuziti metody EXAFS pfi interakci elektront s latkou

Uzit{i synchrotronového zafeni vedlo k rozvojimetody EXAFS.

Tuto metodu je mozné uzit pfi elektronovém buzeni elektrgngvych
spekter. Pritom se sleduje koliséni intensity proudg proslych,
odrazenych a emitovanych (sekunddrnich nebo Augerovych) elek-
trona za zvolenou absorpéni hranou studovaného prvku. I kdyz
podminky méfeni jsou ponékud odlisné vzhledem k elgktronoyemu
buzeni, metodika zpracovdni i vysledky jsou obdobne metodeé
EXAFS. _ DR -
Hlavnim vysledkem je radislni distribuéni fungce.atomu
kolem zvoleného tyou centrélniho atomu. Zatim co citlivost a
pfesnost téchto metod je vyrazng mendi neZ u E%AKS, je 1gkg1—
ni rozliseni, zvldadté pfi studiu glektrond proslychvtenkyml
vrstvami, principidlné lep3i nez u metody EXAFS. Moznost slg—
dovat nehomogenity Jje spojena s moznosti zobrazeni studované-
ho mista vzorku. Metoda miZe byt vyuzita predevéim pro lgh%e
prvky; shora je omezena atomovym &islem 20 (pro K absorpcni
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hranu) a 40 (pro L absorpéni hranu). Dalsi vyhodou je moZnost
mefit preddvdani hybnosti pfi srdzkdch primdrnich elektront

s elektrony vnitfnich slupek, standardni pifiprava vzorkt pev-
nych ldtek i biologickych vzorkd a moZnost uZiti standardniho
zatizeni - elektronového mikroskopu s analyzdtorem energii
proslych elektron&i. Nevyhodou je nutnost pracovat ve vakuu,
pfekryv oblasti EXAFS jednotlivych prvkd pfi sloziteéjsich vzor-
cich a omezeni tlousfky vzorku.

Protoze v Ceskoslovensku existuji jiZ nejménd dva elektro-
nové mikroskopy s analyzdtory energie proslych elektron(, by-
lo by mozné této metody pro tenké vzorky zacit pouZivat okam-
7ité. Pro odraZené a emitované elektrony je mozné tyto metody
zatit vyvijet na existujicich zatrizenich.

Milena Zdveétovd, Fyzikdln{i dstav ﬁSAV, Praha
Synchrotron - zdroj infracderveného zdfeni

V daleké infracervené oblasti je nedostatek dostatecné

~intenzivnich zdrojd zateni. Synchrotronového zateni jako in-

tenzivniho pulsniho zdroje infracervenych fotonl poprvé (spé&s-
ng pouzili v roce 1984 J.Yarwood et al. v Daresbury (GB). Jas-
né a intenzivni zafeni md navic vysoky stuper polarizace a je
silné kolimovédno. Je laditelné a umoZni pteklenout oblast mezi
mikrovlnami a dalekym infraervenym zatfenim. Jeho vynikajicich
vlastnosti lze vyuzit napt. pfi experimentech s vysokotlakymi
komorami a v3ude, kde je nutné mit velice udzké intenzivni svaz-
ky nebo tam, kde je nutné subnanosekundové tasové rozliseni.
Nabizi se i mnoho aplikaénich moZnosti v chemii, fyzice a bio-
logii.

Eduard Krousky , Fyzikdlni ustav CSAV, Praha : M&feni
K absorpéni hrany céru pomoci dvoukrystalového spektrometru
s vertikdlni disperzi

Jednou z moZnych metod studia struktury a elektronovych
stavlt v pevnych ldtkdch je rentgenovd absorpéni spektroskopie.
Cilem nadich experimentd je urc¢it zmény elektronové struktury
a uspofdddni atomd prvkd ze skupiny vzacnych zemin vyvolané
tlakem, pfipadné rlznou valenci prvkl ve sloucenindch.

Vyuziti synchrotronového zatfeni v rentgenové absorpcéni
spektroskopii je vyhodné pfedevéim z hlediska vysokého jasu
zdrojd synchrotronového zdfeni. Tento fakt nabyvd na vyznamu
zejména pfi pouziti tlakovych komor, které maji vSeobecné niz-
kou svételnost.

Byly zvazovdny rOzné typy spektrometrt a jejich varianty
z hlediska jejich svételnosti, rozli%eni, disperze, kompatibi-
lity spektrometru, tlakové komory a zdroje synchrotronoveého
zateni a specifickych podminek pfi experimentech se synchro-
tronovym zdtfenim. Na zdkladé tohoto rozboru jsme se rozhodli
realizovat dvoukrystalovy spektrometr s vertikalni disperzi,
ktery md dostatenou rozliSovaci schopnost, vysokou, i kdyZ
nelinedrni, disperzi (jestlize meéfime v oblasti (hla vertikdl-

ni divergence ¥ do A:lUD), vlnova délka difraktovand spektro-
metrem neni ovlivnéna polohou zdroje synchrotronoveho zafeni.
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Z4aklad spektrometru tvofi dva profiznuté (”channel-cuf"z
krystaly a systém stérbin. Krystaly jsou umistény na spolgcnem
stolku. Po najustovani krystald v antiparalelni (dlsperznl?
poloze na pozadovanou vlnovou délku, jsou oba krystaly %aflxgr
vdny a vlnovd délka Af propousténd spektrometrem se meni v za-

vislosti na dhlu ¥ natogeni stolku s krystaly kolem‘hgrizon—
talni osy kolmé na svazek zdfeni a prisegnici dlfqucnlch ro-
vin obou krystalo ( Ay = Aecos ¢ , A Je vinovd délka difrak-

tovand pro ¥ = 0). .

Pro méfeni K absorpéni hrany céru byly pouZity monokrys-
taly S5i a difrakéni roviny (111) (ve 3.f&du), resp. (}%52
(v tomto piipadé odpadaji problémy s difrakci jinych radu).r
Rozligeni &ini v tomto pfipadé AE = 0,26 eV (K abs.hrana céru
je ~ 41,5 keV). } »

Pfi dvadnich experimentech, jejichz cilem bylo prfedevsim
ovéfit funkci nového typu spektrometru, byly zméfeny K absorp-
eni hrany Ce, Ce,(C,0,)y, CeCly (valence 37) a Ce(S0,),, Cel,
(valence 47). U uvedenych slouZenin byl zjistén posun K absorp-
gni hrany cproti kovovému céru 5, 6, 11 a 16 eV. 1

Zivérem lze fici, e i kdyz l.varianta dvoukrystalového
spektrometru md jedté& nékteré konstrukéni nedostatky, méfeni
na prstenci VEPP 4 v Novosibirsku prokazala, Ze tento'tygv )
spektrometru je vhodny pro pfesnd rentgenovéd absorpéni mereni
pomoci synchrotronového zafeni.

0ldfich Renner , Fyzikdlni dstav CSAV, Praha : Sougasny
stav rentgenové litografie

Rentgenovd litografie je jednou z alternativnich meth
pro vytvdfeni elektronickych obvodd s velmi vysgkymfsﬁupnem
integrace. Jeji podstatou je kvazikontaktni kopirovani struk-
tur vytvofenych v maskdch na podloZky pokryté rezlgtem.’fapgs—
ky emitované intenzivnim zdrojem mékkého rentgenového zdreni
dopadaji na membranu, kterd nese absorbér - vrstvu glata o
tloustce mendi nez 1 Jum, v ni? byla elektronovou litografii

zformovéna pfisluind struktura. Po prﬁcho@u maskgu dopadaqi
paprsky na rezist a vyvoldvaji v ném Chem1cké’zmeqy, ktere se
projevi odlisnou odolnosti osvicenych a neosv1c¢nygh oblasti
viti leptdni. Vysledkem litografickeého procesu *je §ab%0na,
ktera chrani odclonénd mista pii daldich technologickych ope-
racich. ' )

7 analyzy litografickych schémat a ze studia depozice
energie v rezistech vyplyvd meznd rozlisovaci schqpvost rent-
genové litografie a produktivita pfisluénygh systemu. Vnrefe—
ratu byly kriticky shrnuty vlastnosti pouzivanych zdroja, ma-
sek, rezistl a soukrytovacich systémd, byly vymezeny oblasti
pou?iti jednotlivych prvka. )

V soutasné dobg lze vysledovat tii trendy rozvoje rth-
genové litografie, které souviseji s typy pouil?YCh'zdrOJu i
z4feni. Prvni smér zahrnuje systémy, které vyuZivaji konvent-
nich zdrojd. Aparatury této skupiny Jsou vesmés urceny k ex-
pozici desek o priméru az 150 mm, ptigemz nejmensi Sirka car
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¢ini 0,5 Jum 8 produktivita 10 - 20 desek/hod. Druhy smér jJe

spjat se specializovanymi zdroji synchrotronového zafeni, pfi
testovacich zkouskdch prototypovych aparatur byleo dosaZeno
rozliseni 0,2 Jum- Pfedpoklddéd se, Ze systémy zaloZené na vy-

uziti kompaktnich akumula¢nich prstenct a rentgenovych steppe-
T budou v 90.1etech pouZivany k velkosériové vyrob& integro-
vanych obvod&. Tfeti smér konetné potitd s vyuzitim plazmatic-
kych zdroja, které jsou levngj3i a provozné jednodu35i ne?Z
akumulaéni prstence; mély by se uplatnit zejména pfi vyrobé
malych sérii souddsti.

Hlavni pfednosti rentgenové litografie je relativni jedno-
duchost ptfenosu submikrometrovych struktur - odpadd fada pro-
blém&, s nimiz se potykd litografie optickd €i elektronova
(difrakéni a interferen&ni jevy, blizkostni efekt atd.). Rent-
genovd litografie se jiz poloprovozné vyuZivd pfi vyrobé rych-
lych obvodt (VHSIC); jeji hromadné nasazeni je v3ak podminéno
dofedenim problémd spojenych s vyvojem jednotlivych prvki,
pfedevdim rentgenovych masek. :

Jif{ Kub, Fyzik&lni dstav CSAV, Praha : Vyu?iti 5Z
v _rentgenové topografii

Rtg.topografie je difrakéni metoda na zviditelnéni, iden-
tifikaci a studium vlastnost{ poruch tém&f dokonalych monokrys-
tald. ProtoZe kontrast na jednotlivych poruchéch je pozorovatel-
ny v oblasti desitek aZ stovek Jum, je maximdln{i hustota pozo-

rovatelnych defektd omezena (pro dislokace asi na 10%/cm?) .
Rtg.topografie je vhodnd pro studium dislokaci, precipitata,
malodhlovych hranic, blokové a doménové struktury krystall

a vsech ostatnich nehomogenit zplsobujicich distorzi mtize.
Vhodny a nékdy i nezbytny doplnék k interpretaci topogramd je
méfeni difrakénich kfivek.

Rtg.topografické metody délime na jednokrystalové, kde
svazek zareni dopadd ze zdroje na zkoumany krystal, a vicekrys-
talové, ve kterych svazek dopadd na vzorek a7 po difrakci na
jednom ¢i dvou krystalech a md proto dobfe definované vlastnosti

Pouziti zdroje SZ s vlnovymi délkami 0,03 - 0,2 nm v eb-
lasti jednokrystalové topografie ptindsi zna&né zjednoduseni

experimentu, urychleni expozic az 104x a zlepseni prostorové-
ho rozliseni. Snmadnost a rychlost ziskdvdni topogram® by umoZ-
nila vyuziti S7Z i k technologické operativni kontrole pti zpra-
covani monokrystald apod. Dostatecné vysoké intenzity zatfeni
dovoluji také zejména ve spojeni s televizni technikou dynamic-
kd studia redlné struktury (pohyb dislokaci, fézové prechody,
rast krystalu).

Vicekrystalové topografické metody s pouZitim SZ jsou ex-
perimentdlné mnohem ndrocnéjsi, mohou vsak pfindset unikatni
informace o subtilnéjsich poruchéch, tenkych vrstvdch, vlast-
nostech povrchu apod.

Uraover ttg.topografie v Ceskoslovensku slibuje vyuzit{
vyhod SZ i v této ndarocné oblasti.
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Libuée Pajasova, Petr Pajas ', Fyzikdlni Ustav
€SAV, Praha : Vyuziti synchrotronového zéfeni ke studiu optic-
kych konstant polovodigd

V radmci spoluprdce pfi vyuziti synchrotronového zéteni
(SZ) mezi CSAV a AV SSSR provadime jiZ od roku 1980 spolecné
s pracovniky Ustavu polovadigd SO AV SSSR na akumulagnim prs-
tenci VEPP-2M (s energii 0,7 GeV) v UJF SO AV S5S5R v Novosi-
birsku zkoumdni optickych konstant polovodicd.

Ve vakuovém ultrafialovém oboru spektra je SZ prakticky
jedinym dostatetn& intensivnim a spojitym zdrojem zafeni, vhod-
nym pro spektroskopickd méfeni. MoZnost rozs{fit oblast studia
optickych pfechodd v polovodicich o oblast pfechodd z udzkych
atomarnich kort dovoluje zkoumat individudlni rozdéleni husto-
ty necobsazenych stavd v III - V polovodiZich.

V oboru malych reflektivit ~ 2% stanovujeme optické kon-
stanty z Fresnelovych vzorcd na zdkladg méfeni odrazivosti
v zdvislosti na dhlu dopadu. Vysoky stupefi polarizace zédfeni
umoZfuje méfit jak podélnou tak pficnou sloZku odrazivosti
jednotlive.

Mgtfeni provadime zejména pro III - V polovodiée s mecha-
nicko-chemicky opracovanymi povrchy nebo pfirozené povrchy pri-
pravené epitaxi molekuldrnich svazkl. SouCasné se zabyvéme sle-
dovéanim rovinnosti a mikrohrubosti povrchd. V1iv téchto fakto-
rd, i jinych povrchovych vrstev na odrazivost je velmi slozity.

Ptesto, 7e m&feni na VEPP-2M se provadi v tzv. parazitic-
kém rezimu, vysledky podobné kvality by sotva mohly byt ziska-
ny bez synchrotronového z&feni. Jsouv dobrém souladu s Jinymi
experimenty, na jinych zdrojich 5Z, a porovndvédme je s teore-
tickymi vypo&ty lokélnich hustot neobsazenych stavd, provadeé-
nymi ve FzU CSAV.

+ 7 P & % . . . - .
externi spoluprdce pii vyvoji programového zabezpeceni

Zdensk Pragil, Ustav pro vyzkum, vyrobu a vyuziti ra-
dioizotopt, Praha : Mo¥nosti vyuziti synchrotronového zdten{
pro studium radiacnich efektd v pevné fdzi 5

Vyuziti synchrotronového zdfeni, zejména jeho nejtvrdsi
rentgenové slozky, znamend vyznamné roz3ifeni moznosti studia
dginkd ionizujiciho zdteni, tj. v oblasti radiaéni fyziky a
chemie. Jak znamo, trvalé (nebo alespofi dlouhodobé) radia&ni
defekty v pevné fazi vznikaji v didsledku tvorby bodovych de-
fektd a jejich rtiznych kombinaci. Tyto procesy maji vyrazny
energeticky préh pri energii elektrond rédove 105 eV. Existu-
ji vdak také tzv. podprahové procesy, ke kterym dochdzi 1 pri
Gd¢inku fotoelektront o niz3i energii. Mechanismus téchto pro-
cest nen{ dosud podrobnéji prostudovén, pfestoZe jeho objasneé-
ni by vyrazng ptispélo k teorii radiatnich procesd v pevne
f4zi. Préve piti feseni t&chto problémd se miZe vyznamne uplat-
nit synchrotronové zéfeni, zejména v dlsledku jeho relativneé
vysoké intenzity (vysoké dévkové rychlosti) a laditelnosti
energie. Prvni préce o tvorbé barevnych center v monokrysta-
lech anorganickych létek vlivem synchrotronového zafeni byly
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JiZz publikovény. Studium radiacnich poskozeni jednotlivych
komponent optické trasy pfi vyuziti synchrotronového zareni
ve spekiroskopii md vyznam pro zajisténi spolehlivosti téch-
to zatizeni a pro ptipadné prodlouZeni jejich Zzivotnosti.
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SEKCE SPECIALNICH
SPEKTROSKOPICKYCH METOD

0S instrumentdlnich radioanalytickych metod

IAA B6 - Konference o instrumentdlni aktivacni analyze
se uskutegnila v Kluéenicich ve dnech 4. - B.5.1986 za ucCasti
54 odbornikd. s, TR

Pi#i zahdjeni konference bylo vzpomenuto padesdté vyroct
formulace principu aktivaéni analyzy G.Hevesym a H.leviovou
a strugné uvedeny etapy vyvoje této metody. )

Na konferenci bylo pfedneseno 35 pfisp&vkl, které se za-
byvaly ptedev&im metodickymi problemy
- instrumentdlni neutronové aktivagni analyzy o
- analytického vyuziti promptniho zéfeni_gqma resp. Céstic

7z jadernych reakci neutrond s atomovymi jédry
- radionuklidové rentgenfluorescenc¢ni analyzy
- aplikace radioanalytickych metod
- aplikované spektrometrie zafeni gama. L

Vysledky,o nichz bylo referovdno, jsou vyuzivany v oplas—
ti geologie, biologie, lékafstvi, kontroly provozu jadernych
elektréren, metalurgie, elektroniky, metrologie a archgo}ugle.

Ugastnici konference v zdvérecném jednéni-upozornlll na
nezbytnost zajigt&ni potfebnych podminek a kapacit pro ozaro-
vdni v jaderném reaktoru béhem rekonstrukce rgak@o;u VVR—S: .
D4dle byl dohodnut porovndvaci pokus se synﬁetlckym}’prvkovym}
standardy pro INAA mezi nasimi laboratofemi (materidl zpracuje
a vyhodnoti Dr.J.Frana, CSc). C . )

V prabghu konference byly promitnuty kopie fl}mu,z archi-
vu Ustavu pro vyzkum, vyrobu a vyuziti radioizotopd (UVVVR):
Byl to filmovy dokument z ndvstévy Marie Curleuve—Sk%odowgke
v Ceskoslovensku v gervnu 1925 a krgtky film o vyrobé FadlU-
vych soli v tehdejsi jdchymovské tovarne na vjrobu rgdlg: Po
promitdni promluvil feditel UVVVR Ing.BlFrldplch o vyvoji a
perspektivdch Ustavu, ktery navazuje na tradice a c1qnost by-
valého Statniho dstavu radiologického, zaloZeného kratce po
prvni sv&tové vélce. . . 3 )

Spolupotfadatelem byla 0S jaderné chemie Cs.gpolecnostl
chemické pri CSAV a Cs.komise pro atomovou energii.

45

Pro d€astniky byly vyddny "Souhrny referdtd konference o in-
strumentdlni aktivaZni analyze - IAA B6".

Zdjemci o tento sbornik se mohou informovat v sekretarig-
tu Spolegnosti.

0S5 hmotnostni spektrometrie

7.mezindrodn{ symposium PETROMASS "86 bylo organizovano
spoletné s Vysokou skolou chemickotechnologickou v Praze a
Chemopetrolem, k.p. Spolana Neratovice. Konalo se ve dnech
1. - 5.9.1986 v rekreagnim stfedisku Vodnich staveb Usti nad
Labem v Harrachové. Symposia se zG€astnilo na 60 specialista,
z toho 7 z SSSR, 2 z NDR, 2 z PLR a 6 z BLR. Celkem bylo pfed-
neseno 19 pfednd3ek z oboru pouziti hmotnostni spektrometrie
pfi analyzdch ropnych produktd. Z metodického hlediska zauja-

. la prfedevSim ptednaska Dr.Taranénka z SSSR, ktery pfedlozil

konstrukci nového iontového zdroje, umo?fujiciho selektivni
usmérneéni molekuldrnich iontd& do amalyzdtoru s vyuZzitim dhlo-
vé disperse fragmentd vznikajicich jejich rozpadem.

Symposia PETROMASS jsou dosud jedinymi mezindrodnimi sym-
posii v oboru hmotnostni spektrometrie v ramci zemi RVHP. Za-
stoupeni Cs.spektroskopické spole¢nosti ptitomnosti vedouciho
odborné skupiny hmotnostni spektrometrie mélo vyznam pro rea-
lizaci zdméru roz&ifeni spolupréce odbornych skupin hmotnost-
ni spektrometrie v ramci zemi RVHP.

0S Mossbauerovy spektroskopie

Tomds Zem& ik, Ustav fyzikdlni metalurgie CSAV, Brno
Mezindrodni semindf o aplikacich Mossbauerovy spektroskopie

ve fyzice kovl a fyzikdlni metalurgii

Semindf "Aplikace Mossbauerovy spektroskopie ve fyzice
kovi a fyzikdlni metalurgii" uspofddal ve dnech 12. - 16.kvét-
na 1986 ve Valticich v hotelu Hubertus Ustav fyzikalni meta-
lurgie £SAV v Brné ve spoluprdci s Katedrou jadrovej fyziky
a techniky EF SV5T v Bratislavé a 0S Mossbauerovy spektrosko-
pie Cs.spektroskopické spolegnosti.

_Uvodni jednani seminédfe bylo vénovdno slavnostni schizi
0S Mossbauerovy spektiroskopie pii piilezitosti 25 let trvani
Mossbauerovy spektroskopie v CSSR. S pozdravnym projevem vy-
stoupil akademik P.Ry&, historii zavedeni a aplikaci metody
zrekapituloval prof.Ing.J.Cirdk, DrSc. 0 'své vzpominky na za-
t¢atky Mossbauerovy spektroskopie v £SSR na pracovistich MFF
UK a UJF v Re?i se s (fastniky semindte podélila RNDr.J.Dlou-
hd, CSc, autorka nasi prvni a dosud jediné monografie vénova-
né této metodé (J.Dlouhd : Mossbauerv jev a jeho vyuziti,
Praha 1968). Za vybor €S5S vystoupil pfedseda sekce specidl-
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rnich spektroskopickych metod Ing.V.Hulinsky, CSc. Ptipomenul
dosavadni &innost po&etné sice mendi, ale zato velice agilni
05 Mossbauerovy spektroskopie a jeji podil na rozvoji spektro-
skopickych metod. Na zdvér svého vystoupeni pfedal dékovné do-
pisy predsedy Cs.spektroskopické spoletnosti tfem &lendm, kte-
i se vyznamnou mérou zaslou?ili o zavedeni MOssbauerovy spek-
troskopie do vyzkumu i praxe v £SSR, a to Prof.Ing.J.Cirdkovi,
OrSc, Doc.Ing.J.Sitkovi, CSc a RNDr.T.Zemé&ikovi, CSc.

Odborny program semindfe byl zaméfen na aplikace Moss-
bauerovy spektroskopie pfi studiu hyperjemnych interakci v ko-
vech a slitindch, magnetickych vlastnosti, fyzikdlnich charak-
teristik ocel{ a technickych materidla, rychle kalenych slitin,
magnetickych oxidd a minerdld a ddle na nové a nekonvenéni ex-
perimenty. Celkem odeznélo 43 prispévkd, z toho 9 pozvanych
referatd, 15 krédtkych sdéleni a 19 dgastnikd prezentovalo pos-
tery. K vysoké drovni programu vyrazné piispéla dcast fady od-
bornikda svétové drovné z dané oblasti. Zejména pozvané hlavni
referdty predstavovaly soutasné Spickové poznatky. Cennd byla
i muznost primého srovndni drovng Ceskoslovenského vyzkumu s
ostatnimi zastoupenymi zem@&mi. V pifispévcich ceskoslovenskych
ictastnikd se dosti vyrazné projevila uzsi vazba zdakladniho vy-
zkumu na tesdeni otdzek biizkych potfebdm praxe a men3i moZnos-
ti orientace na atraktivnéjsi fyzikd4lni problémy. )

Jako velmi cennou soucdst odborného programu lze hodnotit
rozsahlou a podnétnou diskusi k vét3iné referdtd. Bylo na ni
vyhrazeno dostatek €asu jak v rdmci jedndni, tak mimo néj.

Prabeh semingfe bezesporu ptfispél k dalsimu rozveo]ji apli-
kaci Mossbauerovy spektroskopie v CSSR i k oZiveni kontaktad
mezi pracoviiti podobného zaméfeni, zejména v zemich RVHP,
kde se vétsina pracovnikt potyké s tézkostmi s vyjezdem na
podobné mezinarodni akce mimo tyto zemé. Uspofdddni semindfe
bylo z jejich strany ¢asto ocefiovdno s pfanim jeho periodicke-
ho opakovani. Vhodnym doplnkem odborného programu se ukdzala
byt exkurze na lednické pracoviité Vysoké Skoly zemédeélskeé
v Brné.

Semindfe se celkem zG&astnilc 45 osob, z toho 27 z Cesko-
slovenska, 8 z Polska, 4 z NDR, 3 z Madarska a po jednom (cast-
niku z Finska, NSR a SSSR. Omezend kapacita hotelu a pocdtecni
velky zdjem se strany sovétskych kolegl prinutil organizatory
v obdobi pfipravy semindfe k omezeni jeho propagace v ostat-
nich zemich.

V rédmci spoleéenského programu semindfe bylo uspofadano
posezeni ve vinném sklipku, prohlidka valtického z&mku a né-
kterych zajimavosti vnejbliz8im okoli Valtic.

Kazdy déastnik obdrzel vytisk souhrnu abstraktd prezentovanych
pfispévke, ktery byl vydén Ustavem fyzikdlni metalurgie CSAV
v Brné.

Organizaé&ng a technicky byla celd akce dobfe zajistena.
Ugastnici vyslovovali uspokojeni s celkovym zajisténim, progra-
mem i volbou mista konani. Podékovédni za to patfi zdstupclOm
viech tfi poradatelskych instituci, ktefi vytvofili dobfe spo-
lupracujici tym.

. Pti rlznych algoritmech
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0S5 rentgenové spektrometrie

uspofddala ve dnech 2. - 6.6.1986 v Donovalech sv(j seminaf,
kterého se zacastnilo 55 posluchadd. Bylo pfedneseno celkem
25 referdtd.

Problematika pfednesenych pfispévk( se tykala tfi téma-
tickych okruha : :
1) metrologie (4 referdty)
2) vypo&etni technika - hardware i software (6 referdta)
3) referdty z pracovist (15 referdtd)

Velky zdjem vzbudila problematika metrologie, ke které
se v pribéhu semindfe poslucha&i neustdle vraceli a na zA&veér
semindre prijali usneseni doporutit vypracovani kriterii pro
posuzovéni novych analytickych metod z hlediska jednotnych me-
trologickych charakteristik. 0 vypracovdni té&chto kriterii by-
lo rozhodnuto poZddat Dr.Musila z UUG Praha, ktery na semina-
ri prednesl plendrni pfedndsku z této problematiky.

K semindfi byl vydan sbornik resumé, z n&ho? uvadime
obsah (z4jemci o sbornik se mohou p¥ihlédsit v sekretaristu
Spolednosti).

Josef Musil, Usttedni Gstav geologicky, Praha
Z3aklady metrologie analytické chemie

.. Mikulds Matherny, katedra chémie HF V5T, Ko%ice
Vyuzitie teorie informdcii na vyber optimdlnej pristrojovej
teshniky pre analytickd kontrolu v magnezitovom priemysle

] Radko Cruag im’a, Vyzkumny dstav elektrotechnické kera-
mlkyl Hradeg Krdlové : Pfiprava vzorkd vodivych past na bazi
drahyeh kovii pro rentgenfluorescencni mereni

Bohumil 7 i ?ﬁ ansky, Us.metrologicky Gstav, Bratislava
Referentné materidly a metrologické overenie RF spektrometrov

Peter‘ Zilka, TK Hutg 3koda k.p., Plzed : Softwarové
vybaveni simultdnné-sekvenéniho spektrometru 8680 XRF fy ARL

- Antonin Povolny, Geologicky (
) - ) B Yy prizkum n.p. Ostrava,
zdvod Brno : Rizeni chemické laboratofe pomoci j}poéetni

techniky

Vdclav Machda&ek, Geoindustria n.p., Praha : Pfehled

matematickych modelt pro vypotet empirickych meziprvkovych
koeficient(

Antonin Povolny, Geologicky (
. i Iny y prizkum n.p. Ostrava,
zgvod Brno : V1iv vybéru vstupnich dat na sprédvnost kalibrace

Otakar BlahoZ, Marie Krajictkovia, VZU NHKG,
Ostrava : Nové sméry v pfipravé vzorkd pro RFA




48

Zdengk Ersepke, Sklo Union, ValaSské Mezifici
Nékteré zdroje a Sifeni chyb v rentgenspekirdlni analyze

Petr Koukal, Cementdrny a vdpenky Brno, zdvod Mokrd
Vyuziti{ SAPI B0 pro vytvofeni uzaviené regulacdni smycky se
spektrometrem XEG - III

Pavel Roubitek, Ueské lupkové a uhelné zdvody k.p.,
Nové Straseci : Prehled materidld analyzovanych v rtg.spektrdl-
ni laboratofi CLUZ

Radomir Vymola, VWU VZUP k.p., StrdZ pod Ralskem
Zkusenosti s rtg.fluorescenéni analyzou hlavnich slozZek
v_hogninach

Milada Pelikdnovd, Ustfedni dstav geologicky, Praha:
tanoveni titanu a vanadu v geologickych materidlech metodou
lnove dispersni rentgenové fluorescence

5
Y

Jaroslava Wankovd, Miroslav Kuba, Vyzkumny dstav
anorganické chemie, Usti nad Labem : Rtg.spektrdlni analyza
vzdacnych zemin

Jaroslav Cechura, UVZ0 k.p. Skoda, Plzed : Problema-
tika referené¢nich materidlt pro RSA vysokolegovanych oceli

Milan Kern, Viera Balgava, Ustav rddioekolagie
a vyuzitia jadrove] techniky, Kosice : Rddionuklidovy rontge-
nofluorescenény spektrometr a jeho vyuZitie na meranie vzo-
riek Zivotného prostredia

Vdclav Helan, Tfinecké Zelezarny VRSR n.p., Tfinec
Vyuziti rentgenfluorescenéniho spektrometru ARL 8680 pii roz-
borech hutnich materidld

Alojz Poldauf , Zdvody SNP, Ziar nad Hronom
Rtg.spektrdlne metodiky v ZSNP .

Vidclav Hora, VVU VZUP k.p., Strdz pod Ralskem
7kusenosti s rtg.fluorescenénim stanovenim té&Zz5ich prvkd

v rtoztocich

Petr Koleé&¢kdft , VZU NHKG, Ostrava : Nedispersni rtg.
analyzdtor ISOSPEK

Vladimir Buzek , Jaroslav Pitter, Stdtni vyzkumny
tistav ochrany materidlu G.V.Akimova, Praha-Béchovice :
Méreni tloudfky kovovych povlak( na analyzétoru Link MECA 10-44
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OZNAMENI

" 5.Tagung "FESTKORPERANALYTIK"

uspofddd Chemickd spolecnost NDR a Vysoka 3kola technické
Karl-Marx-Stadt v dobé od 30.6. do 3.7.1987 v Karl-Marx-
Stadtu. Informace a vyZdddni pfihldasek na adrese

Technische Hochschule
Sektion Chemie und Werkstofftechnik

z.H. Dr.L.Kuchler
Postfach 964
9010 KARL-MARX-STADT DDR

12.Tagung "ELEKTRONENMIKROSKOPIE"

uspofddaji "Gesselschaft fur Topochemie und Elektronen-
mikroskopie der DDR" a "Physikalische Gesselschaft der DOR/
Fachverband Elektronenmikroskopie" v lednu 1988 (pravdépodobng
v Drézdanech).

l.cirkuldf bude vydan v I.&tvrtleti 1987.

XXVI. CSI - SOFIA 1989

Auréglia Nemcovd, Vyskumny Ustav zvédracsky, Bratislava:
Rontgenfluorescencnd analyza vzoriek zvdracich aerosolov

Pavel Binko, Jan Dupédk, Ludék Frank,
Petr Vasina, Ustav piistrojové techniky CSAV, Brno
Projext rtg.mikroanalyzdtoru pro ¢s.elekironoveé mikroskopy

XXVI. CSI se bude konat v éervenci 1989 v Sofii v Ndrodnim
paldci kultury. Informace a vy?adani prihlasek '

Prof.Dr. A. Petrakiev

Sofia University
Faculty of Physics, Dept.of Optics and Spectroscopy

5. Anton Ivanov Blvd.
BG-1126 SOFIA/BULGARIA
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NABIDKA

Nabizime k odprodeji tato stars$i laboratorni zatizeni a
pifistroje

3 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

Digestofe dfevéné typ T 11, rok vyroby 1980, nedplné
Cena za kus - 2 500,- Kg&s

Jiskrovy generator FEUSSNER, vyrobce Karl Zeiss Jena,
typ HF - 01, rok vyr. 1959, cena cca 2 500,- Kés

Spektroprojektor, vyrobce Karl Zeiss Jena, typ SP - 2,
rok vyr. 1960, cena 1 000,- K&s

Spektrometr, vyrobce Optika Milano, typ CF 4,
rok vyr. 1961, cena dle dohody

Interferometr FABRI-PERRO, vyrobce SSSR, rok vyr. 1961
cena dle dohody ;

Mii?kovy spektrograf, vyrobce Karl Zeiss Jena, typ PGS 2
s prislugenstvim,. rok vyr. 1961, cena dle dohody

Polarograf, Lab.pfistroje Praha, typ LP 60, rok vyr. 1964
cena dle dohody

Generdtor stejnosmérného proudu, vyrobce UVVVR, 200 V,
400 A, impuls 10 milisekund, rok vyr. 1973
cena cca 2 000,- Kés 5

Bli¥%{ informace podd s.Kolman, tel. 7096, linka 251

Ustav pro vyzkum. vyrobu a vyuziti radicizotopt, Praha 10,
Radiovd 1

Ceskoslovenska spektroskopickd spolecnost pri CSAV
adresa sekretaridtu : 160 00 Praha 6, Kozlovsksd 1
za £SSS zodpovid4 Dr.M.Fara, CSc
Redakce P.Vampolovd. Redak&ni uzédvérka listopad 1986

Pouze pro vnitini potfebu



